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Komponententester HZ 55

Allgemeines

Mit Hilfe dieses Testers kdnnen Halbleiter, Kondensatoren, Spulen und
Widerstande ohne Ausloten direkt in der Schaltung oder am Tester
selbst Uberprift werden. Im begrenzten Umfang sind auch Beurteilun-
gen bei integrierten Bausteinen maglich, Fir den Gebrauch wird der
HZ 55 an das Lichtnetz und lber 2 abgeschirmte Kabel an die X- und
¥-Eingange eines Oszilloskops angeschlossen. Anzeige der Testergeb-
nisse auf dem Oszilloskopsehirm. Fiir Kleinlejstungstransistoren befin-
det sich am Tester eine Fassung, deren Anschliisse umschaltbar sind.
Damit wird besonders die Prifung verschiedener Teilstrecken eines
Transistors erleichtert. Ebenfalls umschaltbar ist der Strom des zu pri-
fenden Halbleiters.

Der Tester HZ 55 ist fur alle handelsiiblichen Oszilloskope verwandbar
Wegen seiner universellen Einsatzmaoglichkeiten ist er fir den Praktiker
wie fiir den Lernenden ein wirklich unentbehriiches Hiltsgerdt.

Technische Einzelheiten

Das Testprinzip des HZ 55 ist von bestechender Einfachheit, Der Priif-
kreis besteht aus einer Reihenschaltung des Prifobjektes mit ginem
umschaltbaren Widerstand. Parallel zu beiden werden die Ablenkspan-
nungen fir X- und Y-Eingang des Oszilloskops entnommen. [st das
Prifobjekt eine reelle Grofke (z. B. ein Widerstand), sind beide Span-
nungen absolut phasengleich. D, h. auf dem Bildschirm wird ein mehr
oder weniger schrigstehender Strich dargestelit. Weist das Priifobjekt,
egal ob Halbleiter oder ein anderes Bauteil, einen konkreten Kurzschlulk
auf, zeigt sich immer ein senkrecht stehender Strich, Be| Unterbrechun-
gen oder ohne angeschlossenen Priifiing wird nur eine waagerechte
Linie geschrieben. Kondensatoren und Spulen bewirken eine Phasen-
differenz zwischen X- und Y-Ablenkung und ergeben ellipsenformige
Bilder. Die darstellbaren Kapazititswerte liegen ungefdhr zwischen
10nF und 100uF. Eine grobe Bestimmung von Widerstinden ist bis
etwa BkOhm moglich:

Far den Test von Halbleitern gibt es mehrere Anzeigevarianter. Cha-
rakteristisch 15t bei allen Bildern der beim Ubergang von der leitenden
in die nichtleitende Phase oder umgekehrt entstehende Knick. Bei
Transistoren sind 3 verschiedene Prifungen moglich; es sind zu testen
die Strecken Basis-Emitter, Basis- Kollektor und Emitter-Kollektor,

Dioden zeigen normalerweise das gleiche Bild wie die Basis-Kollektor-
strecke. BeeinfluRt durch Parallelschaltungen kénnen bei Priifungen in
der Schaltung gegenuber dem Normalbild erhebliche Abweichungen
auftreten; besonders dann, wenn die Umgebung des Priifiings stark mit
komplexen Bauteilen durehsetzt ist. Die Prifspannung am Testobjekt
betrdgt nur einige Volt. Deshalb kénnen z. B, alle Teilstrecken eines
Transistors zerstorungsfrei geprift werden. Fehlbeurteilungen sind
moglich, wenn ein Transistor erst bel hoheren Spannungen durchbricht,
Man darf jedoch davon ausgehen, daR solche Fille relativ selten sind.
Eine Ubersicht der markantestan Testbilder befindet sich am Schluft
der Anleitung,

Bedienungshinweise

Der Tester wird dber die beiden abgeschirmten Kabel mit X- und Y-
Eingang des Oszilloskops verbunden. BNC-Stecker mit weiler |solier-
tulle an Y-Eingang. Sclite das Oszilloskop keine BNC-Normbuchsen
besitzen, wird empfohlen, entsprechende Ubergangsstecker zu verwen-
den; sonst missen die vorhandenen Stecker ausgewechselt werden, Da-

v jedoch darauf zu achten, dall die Masse bzw. Abschirn v
.15 unbedingt mit der Masse des Oszilloskops verbunden seir.

Sind Tester und Oszilloskop an das Netz angesehlossen, wird der X-Ver-
starker auf externe Ablenkung geschaltet. Auf dem Bildschirm mulR
dann sofort eine waagerechte Linie erscheinen. Bei richtig eingestellter
X-Empfindlichkeit (ca. 0,6 -1 Vss/cm) solite sie etwa den halben Schirm
ausschreiben. Ist die X-Empfindlichkeit nicht regelbar, muf eventusl|
der im Tester befindliche 2,2MOhm-Widerstand geandert werden
lsiehe Schaltbild), Fir die Verwendung des HZ 55 an HAMEG -Oszj|-
loskopen ist dies nicht erforderlich. Eine Festlegung der Bildhéhe ist
maglich, indem man einfach die am Tester befindlichen Steckbuchsen
kurzschlieBt. Der dann angezeigte senkrechte Strich sollte ebenfalls
etwa die halbe Schirmhthe ausschreiben. Wie bei allen Aufzeichnungen
istauch aufdie richtige Helligkeits- und Scharfe-Einstellung zu achten.
Das zu benutzende Oszilloskop sollite mdalichst in beiden Ablenkrich-
tungen DC-Eingange besitzen. Andernfalls kénnen durch Phasenfehler
an der unteren Frequenzgrenze unschdne Doppellinien auftreten,

Bei Verwendung des HZ 55 an 110V Netzspannung sind im Tester
selbst zwel Drahte umzuldten (siehe untenstehende Skizze) Beiallen
Arbeiten im Gerat ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen,
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Priifen von Halbleitern

Fiir den Test von nicht eingeldteten Klein-Transistoren befindet sich
auf dem HZ 55 eine Doppelfassung. Beide Seiten sind paraliel geschaltet
und dirferr nur einzeln benutzt werden. Die Anschilsse der Fassung
sind mitdem Schalter ""1- 2 - 3" umschaltbar. Je nach Anschiullbild des
Transistors ergibt sich eine bestimmte Folge zum Testen der Strecken
B-E,B-Cund E-C. Firgrofiere Trapsistoren und den Test in der Schal-
tung besitzt der HZ 55 seitlich Stackbuchsen, an die man 2 einfache
Prufschnure mit Tastspitzen anschligien kann. Bei Benutzung derselben
ist darauf zu achten, dalk in der Fassung kein Bauteil steckt. Bei allen
Tests in der Schaltung darf diese nicht unter Spannung stehen. Der
Teststrem “'current” ist umschaitbar. Fir FETs, HF - und Kieinleistungs-
transistoren wird Stellung “med." empfohlen, Leistungstransistoren
warden in Stellung ""'max."" gepriift. Diese ist jedoch auch zu empfehlen,
wenn dem Prifobjekt sehr niederohmige Bauteile parallel geschaltet
sind,

Testen von Kondensatoren und Widerstinden

Mit diesen Bauteilen sind normalerweise nur bej Einzelprifungen ein-
deutige Testergebnisse méglich. In der Schaltung werden sie oft durch
parallel liegende Teile stark verfilscht. Daher sollte man in 2weifels-
fallen den Prifling einseitig abloten, Mit dem Schalter "'current’’ wird
der Testbereich fesigelegt. Es gelten fir

Kondensataren: "min" bis 1pF / "med’ bis 10pF / “max " iber 10pF.
Widerstande: "min"" bisBk / "med" bis 5000hm / “max’'"bis 500hm.
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